
บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ 
 
 
2.1 การเคลอืบฟลมบางในสญุญากาศ 

 
การเคลือบในสุญญากาศ (Vacuum Deposition) คือ การเรียงตัว (Fabricated) โดยการตกเคลือบ 

(Deposition) ของสารเคลือบในลักษณะอะตอมเด่ียวบนวัสดุรองรับ (Substrate) จนเกิดเปนชั้นฟลมท่ีบางในระดับนาโน
เมตรถึงไมโครเมตร จึงอาจกลาวไดวา “ฟลมบาง (Thin Film) คือ ชั้นของอะตอมหรือกลุมของอะตอมท่ีจับรวมกันเปน
ชั้นบาง ๆ” การระบุวาฟลมใดเปน “ฟลมบาง” นั้นอาจพิจารณาไดจากลักษณะการใชงานวาใชสมบัติดานใดของฟลม 
กลาวคือ ถาเปนการใชสมบัติเชิงผิว (Surface Properties) เรียกวา “ฟลมบาง” แตถาเปนการใชสมบัติเชิงปริมาตร 
(Bulk Properties) จะเรียกวา “ฟลมหนา” จะเห็นวา ฟลมเดียวกันนั้นอาจเปนท้ัง “ฟลมบาง” หรือ “ฟลมหนา” ก็ได
ขึ้นกับลักษณะการใชงานเปนสําคัญ (Bunshah, 1994)  

การ เค ลือบฟล มบาง เป นกระบวนการ ท่ี ทํ า ให ส า ร เค ลื อบตกเค ลือบลงบนผิ ววั ส ดุ รอ ง รับ ท่ีต อ งกา ร  
ซึ่งสามารถทําไดท้ังกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการทางฟสิกส โดยพ้ืนฐานแลวกระบวนการเคลือบฟลมบางมีข้ันตอน
สําคัญ 3 ขั้นตอน (Smith, 1995) ดังนี้คือ  

1. การสรางสารเคลือบ (Source) โดยท่ัวไปแลวสารเคลือบอาจอยูในรูปของ ของแข็ง ของเหลว ไอ หรือแกส ก็
ได แตสารเคลือบขณะทําการเคลือบนั้นจําเปนตองอยูในรูปของไอระเหยเทานั้น ซึ่งวิธีการท่ีทําใหสารเคลือบกลายเปนไอ
ระเหยสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใหความรอนหรือการระดมยิงดวยอนุภาคท่ีมีพลังงานสูง เปนตน 

2. การเคลื่อนยายสารเคลือบมายังวัสดุรองรับ (Transport) ในภาวะสุญญากาศไอระเหยของสารเคลือบอาจจะมี
การเคลื่อนท่ีเปนเสนตรง ไปยังวัสดุรองรับ หรืออาจจะเคลื่อนท่ีไปในลักษณะของไหล ซึ่งจะทําใหไอระเหยของสารเคลือบมี
การชนกับอนุภาคอื่นภายในภาชนะสุญญากาศ นอกจากนี้ไอระเหยอาจจะเคลื่อนท่ีไปยังวัสดุรองรับในลักษณะของพลาสมาก็
ได  

3. การสะสมพอกพูน (Deposition) เปนข้ันตอนการพอกพูนของสารเคลือบและโตข้ึนจนกลายเปนชั้นของฟลม
บางบนวัสดุรองรับ ขั้นตอนนี้จะขึ้นกับเงื่อนไขของวัสดุรองรับหรือการทําปฏิกิริยาของสารเคลือบกับวัสดุรองรับ ความสะอาด
ของผิววัสดุรองรับ ตลอดจนพลังงานท่ีใชในการเคลือบ 
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ภาพท่ี 2-1  ประเภทของกระบวนการเคลือบฟลมบางในสุญญากาศ (Wasa & Hayakawa, 1992) 
 
การเคลือบฟลมในสุญญากาศแบงไดเปน 2 กลุมได (Wasa & Hayakawa, 1992) (ภาพท่ี 2-1) ไดแก  
1. การเคลือบฟลมบางดวยกระบวนการทางเคมี (Chemical Process) เปนการเคลือบท่ีอาศัย 

การแตกตัวของสารเคมีในสภาพของแกสแลวเกิดปฏิกิริยาเคมีกลายเปนสารใหม (New Species) ตกเคลือบบนวัสดุรองรับ 
เชน วิธี Plasma CVD และ วิธี Laser CVD เปนตน 

2. การเคลือบฟลมบางดวยกระบวนการทางฟสิกส (Physical Process) เปนการเคลือบท่ีอาศัย 
การ ทํา ให อ ะตอมของสาร เค ลือบห ลุดออกจากผิ วแล ว ฟุ ง กระจายห รือวิ่ ง เ ข า ไป จับและยึด ติด กับผิ วขอ ง 
วัสดุรองรับ เชน วิธีระเหยสาร (Evaporation) และ วิธีสปตเตอริง (Sputtering) เปนตน 

การเคลือบในสุญญากาศดวยกระบวนการทางฟสิกสแบงไดเปน 2 วิธีหลัก ๆ (พิเชษฐ ล้ิมสุวรรณ และธนัสถา 
รัตนะ, 2547; Wasa & Hayakawa, 1992) คือ 

1. การเคลือบดวยวิธีระเหยสาร (Evaporation) เปนการพอกพูนของชั้นฟลมบางของสารเคลือบท่ีทําใหระเหยใน
สุญญากาศ โดยการใหความรอนท่ีมากพอท่ีจะทําใหสารเคลือบกลายเปนไอ แลวฟุงกระจายไปกระทบกับวัสดุรองรับท่ีมี
อุณหภูมิเหมาะสมก็จะเกิดการควบแนนของสารเคลือบและพอกพูนโตเปนชั้นของฟลมบาง การใหความรอนในการระเหยสาร
เคลือบทําไดหลายวิธี แตวิธีท่ีนิยมใชและไมยุงยากคือการใหความรอนแกภาชนะบรรจุสารเคลือบดวยวิธีทางไฟฟา
นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่น เชน การใหความรอนจากตัวตานทาน (Resistive Heating) การระเหยแบบวาบแสง (Flash 
Evaporation) การระเหยดวยเลเซอร (Laser Evaporation) การระเหยดวยลําอิเล็กตรอน (Electron Beam 
Evaporation) ก า ร ร ะ เ ห ย ด ว ย 
การอารค (Arc Evaporation) การใหความรอนดวยคลื่นความถ่ีวิทยุ (Radiofrequency Heating)  

2. การเคลือบดวยวิธีสปตเตอริง (Sputtering) เปนการพอกพูนของชั้นฟลมบางของสารเคลือบท่ีไดจาก
กระบวนการสปตเตอริง การเคลือบดวยวิธีนี้เกิดขึ้นเมื่ออะตอมของสารเคลือบท่ีไดจากกระบวนการสปตเตอริงวิ่งเขาชนวัสดุ
รองรับและมีการพอกพูนเปนฟลมบางในท่ีสุด กระบวนการสปตเตอริงคือการทําใหอะตอมหลุดจากผิวของวัสดุโดยการชน
ของอนุภาคพลังงานสูงโดยมีการแลกเปล่ียนพลังงานและโมเมนตัมระหวางอนุภาคท่ีวิ่งเขาชนกับอะตอมท่ีผิวสารเคลือบ 
เนื่องจากไอออนท่ีไดจากกระบวนการสปตเตอริงจะเคลื่อนท่ีดวยความเร็วสูงกวาวิธีการระเหยสารมาก ดังนั้นเมื่ออะตอมของ
ส า ร เ ค ลื อ บ วิ่ ง เ ข า ก ร ะ ท บ แ ผ น 
วั ส ดุ รอง รับ ก็จะฝ ง ตัว แน นลง ใน เนื้ อ วั ต ถุ ท่ี ต อ งการ เค ลือบมากกว า วิ ธี ระ เหยสาร ดั งนั้ น การ เค ลือบด วย 
วิธีสปตเตอริง จะทําใหการยึดเกาะระหวางสารเคลือบกับวัตถุรองรับดีกวา 
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ภาพท่ี 2-2  ระบบการเคลือบในสุญญากาศดวยวิธีระเหยสาร 
 

     
 

ภาพท่ี 2-3  ระบบการเคลือบในสุญญากาศดวยวิธีสปตเตอริง 
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2.2 สภาวะสญุญากาศกบัการเคลอืบ 
 
การเคลือบในสุญญากาศอะตอมของสารเคลือบในกระบวนการเคลือบอาจอยูในลักษณะของโมเลกุลอะตอมหรือกลุม

อ ะ ต อ ม ข อ ง ส า ร เ ค ลื อ บ จ า ก วิ ธี ต า ง ๆ  เ ช น  ก า ร ใ ห ค ว า ม ร อ น  ห รื อ  ก า ร ถ า ย เ ท โ ม เ ม น ตั ม  
ท้ังนี้หากความดันในหองเคลือบมีคาสูง กรณีนี้หองเคลือบมีปริมาณอะตอมของแกสจํานวนมาก ทําใหเมื่อระเหยสารเคลือบ
ภายใตสภาวะความดันบรรยากาศ อะตอมของสารเคลือบท่ีระเหยขึ้นไปอาจเกิดการชนกับอะตอมของแกสท่ีมีอยูจํานวนมาก 
ท้ังนี้จากการชนกันหลายๆ คร้ัง จะทําใหอะตอมของสารเคลือบท่ีระเหยข้ึนไปสูญเสียพลังงานไปมาก เมื่ออะตอมของสาร
เคลือบพลังงานลดลงก็จะควบแนนเปนอนุภาคของแข็ง ซึ่งไมสามารถเคล่ือนท่ีไปติดบนผิววัสดุรองรับได ดวยเหตุนี้จึง
จําเปนตองมีลดปริมาณโมเลกุลของแกสท่ีมีอยู โดยทําใหเปนสุญญากาศ เนื่องจากในภาวะสุญญากาศปริมาณโมเลกุลของ
แกสในบรรยากาศจะลดลง อะตอมของสารเคลือบท่ีระเหยข้ึนไปจึงมีโอกาสชนกับโมเลกุลของแกสมีนอยลง ทําใหอะตอม
ของสารเคลือบสูญเสียพลังงานนอยและสามารถเคลื่อนท่ีไปติดบนผิววัสดุตางๆ ได 

ระยะทางเฉลี่ยของโมเลกุลท่ีสามารถเคลื่อนท่ีไปไดกอนท่ีจะเกิดการชน ณ อุณหภูมิและความดันใดๆ เรียกวา ระยะ
ปลอดการชนเฉล่ีย (mean free path ; MFP) ดังภาพท่ี 2-4 แสดงความสัมพันธของ MFP กับ ความดันท่ีอุณหภูมิ 
25 oC ซึ่ ง เ ป น เ ว ลาก อ ตั ว เ ป น ชั้ น บ า ง ๆ  (monolayer) บนผิ ว วั ส ดุ  เ ช น  ภาพ ท่ี  2-4  
ท่ีความดัน 1x10-6 mbar โมเลกุลมีคา MFP เทากับ 6.4x103 cm และใชเวลาในการกอตัวเปนชั้นบางๆ บนผิววัสดุ
ประมาณ 1 วินาที จากภาพท่ี 2-4 จะเห็นวาความดันใชงานท่ีตํ่าลงหรือมีความเปนสุญญากาศมากขึ้นนั้นจะทําใหคา MFP 
ของโมเลกุลแกสเพ่ิงขึ้น ดังนั้นในงานเคลือบฟลมบางในสุญญากาศจึงจําเปนตองเคลือบภายในสภาวะความเปนสุญญากาศ
มาก 
 

 
 

ภาพท่ี 2-4 ความสัมพันธระหวางคาระยะปลอดการชนเฉลี่ย  ความหนาแนนของแกส และเวลาใน 
การกอตัวเปนชั้นบางๆ บนผิววัสดุ ท่ีเปนฟงกชั่นของความดันท่ี อุณหภูมิ 25 oC 

2.3 การกอเกดิฟลมบาง 
 
การเกิดฟลมบางจากกระบวนการเคลือบฟลมบางในสุญญากาศ Chapman (1980) ไดอธิบายไวดังนี้เมื่อสาร

เคลือบจากแหลงกําเนิดสารเคลือบเคล่ือนท่ีมาถึงวัสดุรองรับ สารเคลือบท่ีกระทบผิววัสดุรองรับสวนใหญจะอยูในรูปของ
อะตอมหรือโมเลกุล (ภาพท่ี 2-5 (a)) โดยพลังงานพันธะ (Bonding Energy) ระหวางอะตอมของสารเคลือบกับวัสดุ
รองรับและอุณหภูมิของวัสดุรองรับ จะเปนตัวกําหนดความสามารถในการแพร (Diffusion) ของสารเคลือบบนผิววัสดุ
รองรับ อะตอมของสารเคลือบจะตกกระทบผิววัสดุรองรับในตําแหนงท่ีเรียกวาตําแหนงการดูดจับ (Adsorption Site) ทํา
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ใหเกิดการเกาะติดหรือถามีพลังงานมากพอก็อาจกระโดดขามกําแพงพลังงานไปยังบริเวณท่ีอยูติดกันหรือหลุดออกจาก
ตําแหนงนั้นไป (ภาพท่ี 2-5 (b)) ในชวงเวลาหนึ่งอะตอมสารเคลือบอาจเกิดการระเหยกลับและเกิดการรวมตัวกันระหวาง
อะตอมท่ีมีการแพรดวยกัน เมื่ออะตอมของสารเคลือบรวมตัวกันอาจเกิดเปนอะตอมคู (ภาพท่ี 2-5 (c)) ซึ่งมีความเสถียร
มากกวาอะตอมเด่ียว (Single Atom) ซึ่งการรวมตัวกันของอะตอมนั้นจะข้ึนอยูกับความหนาแนนของอะตอมเด่ียวและ
อัตราเคลือบ (Deposition Rate) อะตอมคูอาจรวมตัวกับอะตอมเด่ียวอื่นแลวกลายเปนสามอะตอม (Triplets) หรือ สี่
อะตอม (Quadruplets) หรืออื่น ๆ ลักษณะเชนนี้เรียกวา สภาวะการเกิดนิวเคลียส (ภาพท่ี 2-5 (d)) ทําใหไดกลุม
อะตอมก่ึงเสถียร (Quasi-Stable Islands) จากนั้นกลุมอะตอมจะเร่ิมโตขึ้นเรียกวา การโตเปนกลุมกอน (Island 
Growth) ขนาดของกลุมอะตอมจะใหญขึ้น โดยมีจํานวนอะตอมเทาเดิม หรือเพ่ิมข้ึนเล็กนอย (ภาพท่ี 2-5 (e) และ 2-5 
(f)) การโตของกลุมอะตอมนี้จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนกระท่ังขอบของแตละกลุมอะตอมชนกัน เรียกวา การรวมกันเปน
กอนของกลุมอะตอม (Agglomeration หรือ Coalescense) (ภาพท่ี 2-5 (g)) จากการศึกษาดวยเทคนิค 
Transmission Electron Microscopy (TEM) พบวาขณะท่ีกลุมอะตอมรวมกันเปนกอนอะตอมจะมีพฤติกรรมคลาย
ของเหลว (Liquid-Like Behaviour) และมีการจัดเรียงทิศทางในเชิงผลึกวิทยา (Crystallographic Orientation) 
ด ว ย  ก า ร ร ว ม กั น เ ป น ก อ น ขอ ง ก ลุ ม อ ะตอมจ ะ เ กิ ดขึ้ น จ นก ร ะ ท่ั ง เ ชื่ อ มต อ กั น อย า ง ต อ เ นื่ อ ง  
(ภาพท่ี 2-5 (h)) แตในบางกรณีการเชื่อมตอกันอยางตอเนื่องจะเกิดข้ึนไดอยางสมบูรณเมื่อฟลมมีความหนาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 0.04 - 0.05 µm ลักษณะผิวของฟลมบางขณะเกิดการรวมกลุมอะตอมจะดูคลายเนินเขาและหุบเขา 

เมื่อพิจารณาการเกิดฟลมในสภาวะท่ีเปนกลุมอะตอม (Island) พบวาอาจเปนกลุมของผลึกเด่ียวหรือกลุมของผลึกคู
หรือมากกวานั้น ซึ่งกลุมอะตอมเหลานี้จะตกเคลือบลงบนวัสดุรองรับท่ีเปนวัสดุหลายผลึก ทิศทางการจัดเรียงตัว 
(Orientation) ของแตละกลุมอะตอมนั้นจะเปนแบบสุม (Random) ทําใหไดฟลมบางท่ีมีโครงสรางเปนหลายผลึกดวย แต
ถากลุมอะตอมเหลานั้นตกเคลือบบนวัสดุรองรับท่ีเปนผลึกเด่ียว การจัดเรียงตัวของฟลมก็จะมีลักษณะเปนผลึกเด่ียว และ
เรียกการเกิดฟลมแบบผลึกเด่ียวประเภทนี้วา เอพิแทกซี (Epitaxy) 

ถาอะตอมท่ีผิวของวัสดุรองรับมีพลังงานเพียงพอ อะตอมเหลานั้นจะเคล่ือนท่ีเพ่ือเลือกเขาไปอยูในตําแหนงท่ีมี
พลังงานตํ่ากวาเสมอ ท้ังนี้ความสามารถในการเคล่ือนท่ี (Mobility) ของอะตอมจะเพ่ิมข้ึน ถาอุณหภูมิท่ีผิววัสดุรองรับ
สูงขึ้น นอกจากนี้การลดอัตราเคลือบยังสามารถชวยใหการโตของผลึกเกิดไดดียิ่งขึ้น เพราะอะตอมมีเวลาในการโตมากพอ 
ดังนั้นถาอุณหภูมิของวัสดุรองรับสูงและมีอัตราเคลือบตํ่าจะไดฟลมท่ีมีขนาดของเกรนใหญข้ึน มีขอบกพรองในเกรนนอยลง
และไดฟลมท่ีมีความหนามากพอสําหรับการเชื่อมตอกันอยางสมบูรณ ในทางกลับกันถาอุณหภูมิวัสดุรองรับตํ่าแตอัตรา
เคลือบสูงก็จะใหผลลักษณะเดียวกัน 
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ภาพท่ี 2-5  การกอเกิดฟลมบาง (Chapman, 1980) 
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2.4 การเคลอืบฟลมบางดวยวธิรีะเหยสาร 
 
การเคลือบในสุญญาศทําไดหลายวิธี ซึ่งไมยุงยาก วิธีหนึ่งท่ีไดรับความสนใจและมีประสิทธิภาพคือ การเคลือบดวย

วิธีระเหยสาร ทําไดโดยใหความรอนกับสารเคลือบซึ่งอยูในสถานะของแข็ง ถาความรอนท่ีใหกับสารเคลือบมากพอ จะทําให
สารเคลือบนั้นเปล่ียนสถานะจากของแข็งกลายเปนไอ แลวฟุงกระจายภายในภาชนะสุญญากาศ เมื่อไอของสารเคลือบไป
กระทบกับวัสดุรองรับท่ีอุณหภูมิเหมาะสมก็จะควบแนนเปนของแข็งจับเกาะติดอยูบนวัสดุรองรับ การใหความรอนในการ
ระเหยสารเคลือบทําไดหลายวิธี แตวิธีท่ีนิยมใชและไมยุงยากคือการใหความรอนแกภาชนะบรรจุสารเคลือบดวยวิธีทางไฟฟา
นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่น เชน การใหความรอนจากตัวตานทาน (resistive heating) การระเหยดวยเลเซอร (laser 
evaporation) การระเหยดวยลําอิเล็กตรอน (electron beam evaporation) การระเหยดวยการอารค  
(arc evaporation) เปนตน การเคลือบฟลมบางดวยวิธีนี้นิยมใชในการเคลือบสารไดอิเลคตริก (dielectric) เชน 
แมกนีเซียมไดฟลูออไรด (MgF2) หรือ ออกไซด (oxide) ของโลหะท่ีมีสมบัติโปรงใสบนวัตถุท่ีตองการเคลือบ เชน เลนส
กลองถายรูป แวนตาและกระจกเลเซอร ฯลฯ ขอเสียของการเคลือบฟลมบางดวยวิธีนี้คือการยึดติดไมสูงนักจึงตองอาศัย
การอบดวยความรอนหรือวิธีอื่นชวยใหการยึดเกาะของสารเคลือบดีขึ้น นอกจากนี้ฟลมบางท่ีไดอาจมีการปนเปอนของสารท่ี
ใชทําภาชนะบรรจุสารเคลือบได ถาภาชนะบรรจุสารเคลือบมีจุดหลอมเหลวตํ่าหรือใกลเคียงกับสารเคลือบ 

1. แนวคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับการเคลือบดวยวิธีระเหยสาร 
 การเคลือบดวยวิธีระเหยสาร พิจารณาไดดังนี้ ถามีสารชนิดหนึ่ง (สารเคลือบ) บรรจุอยูในภาชนะปด ซึ่งสูบ

อากาศออกจนมีความดันตํ่ามาก ถาเร่ิมตนทําใหสารมีอุณหภูมิตํ่าคาหนึ่ง ซึ่งความดันไอหรือความดันแกสตํ่ากวาท่ีมาตรวัด
ความดันจะวัดได ตอมาถาเราเพ่ิมอุณหภูมิของภาชนะบรรจุสารใหสูงขึ้นและคงไวท่ีระดับหนึ่งอะตอมของสารดังกลาวจะเร่ิม
ระเหิด หรือ ระเหย จาก ผิวของสารในภาชนะดังกลาว ความดันในภาชนะจะเพ่ิมข้ึนและสมดุลอยูท่ีความดันหนึ่งซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของสารท่ีอยูในภาชนะบรรจุท่ีอุณหภูมินั้น ท่ีความดันนี้อะตอมของแกสท่ีชนผิวของสารแลวเกิดการกลั่นตัวบน
ผิวของสารจะเทากับอะตอมท่ีระเหยออกจากผิวของสาร ทําใหความดันไมเปล่ียนแปลง ซึ่งความดันสมดุลของแกส 
(equilibrium gas pressure) ท่ีอุณหภูมิท่ีกําหนดนี้ ก็คือความดันไอของสาร (vapor pressure) ท่ีอุณหภูมินั้น 

การทําใหสาร (สารเคลือบ) เกิดการระเหยในสุญญากาศ จะมีภาชนะท่ีใชบรรจุสารซึ่งภาชนะนี้จะสามารถใหความ
รอนกับสารจนถึงอุณหภูมิท่ีสารมีความดันไอเทากับความดันในสุญญากาศท่ีสารนั้นอยู เพ่ือไมใหเกิดการปนเปอนในสารท่ีใช
สําหรับการเคลือบ ภาชนะท่ีรองรับจะตองสะอาดและไมเกิดการระเหยท่ีอุณหภูมิใชงาน ชนิดของวัสดุท่ีใชเปนภาชนะรองรับ
จะตองไมทําปฏิกิริยากับสารท่ีจะทําการระเหย นอกจากนี้รูปทรงของภาชนะท่ีใชบรรจุสารจะมีลักษณะขึ้นกับสารท่ีใช 

การเคลือบดวยวิธีระเหยสารเปนเทคนิคการเคลือบในสภาวะสุญญากาศเทคนิคหนึ่งท่ีนิยมใชงานเนื่องจากทําได
คอนขางงายไมยุงยาก แนวคิดการเคลือบดวยวิธีระเหยสารทําไดโดยการใหพลังงานความรอนแกสารเคลือบระเหยกลายเปน
ไอ หลุดข้ึนไปเกาะตัวกันเปนฟลมบางบนผิวชิ้นงานท่ีตองการเคลือบ (วัสดุรองรับ ท่ีเรียกวา substrate) อยางไรก็ดีการ
เคลือบดวยวิธีนี้ไมสามารถใชกับสารท่ีมีจุดหลอดเหลวสูงมากๆ เชน ทังสเตน เปนตน 

สําหรับวิธีการเคลือบในสุญญากาศโดยการระเหยสารนี้สามารถแบงไดตามชนิดของแหลงใหพลังงานความรอนท่ี
เปนตัวทําใหสารเคลือบเปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเปนไอ ไดแก 

1. การระเหยสารดวยแหลงกําเนิดความรอนชนิดตัวตานทาน (resistance heated sources) ใชวิธีการจายไฟฟา
กําลังสูงเขาไปยังขดลวดหรือแผนโลหะท่ีใชเปนตัวกําเนิดความรอน ซึ่ง ความรอนท่ีเกิดข้ึนนี้จะถายเทไปยังสารเคลือบแลว
ทําใหสารเคลือบระเหยกลายเปนไอ 

2. การระเหยสารดวยแหลงกําเนิดความรอนชนิดขดลวดเหนี่ยวนํา (induction heated sources) เปนการนํา
ขดลวดมาพันรอบถวยใสสาร (crucible) แลวจายไฟฟากระแสสลับเขาไป ทําใหเกิดการเหนี่ยวนําไฟฟาข้ึนภายในเนื้อสาร
เคลือบ จนสารเคลือบเปลี่ยนสภาวะกลายเปนไอ 

3. การระเหยสารดวยลําอิเล็กตรอน (electron beam heated sources) เปนการรวมพลังงานจลนของ
อิเล็กตรอนจํานวนมากเปนจุดเล็กๆ ลงไปยังเนื้อสารเคลือบ เพ่ือทําใหสารเคลือบเกิดความรอนและระเหย กลายเปนไอ สาร
เคลือบท่ีตองการเคลือบดวยวิธีนี้จะถูกบรรจุอยูในถวยใสสารซึ่งมักทําจากอลูมินา (alumina) หรือ ทองแดง โดยถวยใส
สารดังกลาวนี้จะตองมีการหลอยเย็นอยูตลอดเวลาท่ียิงลําอิเล็กตรอน เพ่ือปองกันไมใหถวยถูกหลอมไปดวย 
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ภาพท่ี 2-6  ตัวใหความรอนสําหรับการเคลือบแบบระเหยสารชนิดตัวตานทาน 
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2. การระเหยสารในสุญญากาศ 
 การกอตัวของชั้นเคลือบของสารท่ีไดจากการระเหยในสุญญากาศ ทําไดหลายวิธี แตวิธีท่ีงายและไมซับซอนคือ 

การใหความรอนกับสารท่ีมีเปนของแข็ง ในสภาวะสุญญากาศ ท้ังนี้ถาความรอนท่ีใหมากพอก็จะทําใหสารเคลือบนั้นระเหย
กลายเปนไอ ซึ่งเมื่อไอของสารเคลือบเคลื่อนท่ีไปกระทบกับวัสดุรองรับท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสมก็จะเกิดการกลั่นตัวกลายเปนชั้น
ของฟลมบางบนวัสดุรองรับ ท้ังนี้สารหลายชนิดสามารถระเหยไดในสุญญากาศและกล่ันตัวเปนฟลมท่ีมีสถานะเปนของแข็ง 
บนวัสดุรองรับซึ่งมีหลายชนิด ท้ังนี้วัสดุรองรับจะตองไดรับการควบคุมใหมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ซึ่งอุณหภูมินี้จะข้ึนอยูกับ
สมบัติของฟลมแตละชนิดท่ีตองการ โดยอุณหภูมิท่ีใชในการระเหยสารเคลือบจากของแข็งใหกลายเปนไอจะตํ่ากวาเมื่ออยูใน
ความดันบรรยากาศปกติ โดยท่ัวไปความดันท่ีใชในการระเหยสารในสภาวะสุญญากาศจะมีคาประมาณ 10-5 mbar ท่ีความ
ดันนี้การเคลื่อนตัวของไอสารเคลือบจากแหลงกําเนิดไปยังวัสดุรองรับท่ีอยูหางออกไปเปนระยะประมาณ 10-50 cm จะอยู
ในแนวเสนตรง ท้ังนี้การระเหยของสารเคลือบสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 อัตราการระเหยของสารมากท่ีสุดจากผิวท่ีมีพ้ืนท่ี Ae หาไดจากสมการของ Knudsen 
 

 ( ) e
2/1

e

e PmKT2
dtA

dN −π=  ....... (2-1) 

 
 เมื่อ dNe คือ จํานวนโมเลกุลมากท่ีสุดท่ีระเหยออกจากผิวในชวงเวลา dt 
  Pe คือ ความดันสมดุล (equilibrium pressure) 
  m คือ มวลของโมเลกุล 

 
 สําหรับอัตราการระเหยของมวล me จากผิวหนึ่งหนวยในสุญญากาศ จะเปนไปตามสมการ Langmuir คือ 
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=  ....... (2-3) 

 เมื่อ T คือ อุณหภูมิ 
  M คือ น้ําหนักโมเลกุลของสารท่ีเปนไอ 
  Pe คือ ความดัน 

 
 ในกรณีท่ีการเกิดฟลมของสารเคลือบบนวัสดุรองรับท่ีเกิดจากการระเหยของสารตนกําเนิดท่ีมีขนาดเล็กจนถือวา

เปนจุด สะอาด และอัตราการระเหยเปนไปอยางสม่ําเสมอ อัตราการเกิดฟลมบนวัสดุรองรับท่ีเปนแผนราบจะเปนไปตาม 
Knudsen’s cosine law คือแปรผันตาม cosθ/r2 เมื่อ r เปนระยะจากแผนรองรับถึงตนกําเนิดไอ และ θ เปนมุมท่ี r ทํา
กับแนวเสนตรงท่ีต้ังฉากกับแผนรองรับ ถาให do เปนความหนาของการเกิดฟลมท่ีก่ึงกลางแนวต้ังเหลือจุดท่ีเปนตนกําเนิด
เปนระยะทาง h และ d เปนความหนาของฟลมท่ีระยะ l จากแนวก่ึงกลาง จะไดความสัมพันธของ d/do ตามสมการ 
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 ถาตนกําเนิดไอเปนพ้ืนท่ีเล็กๆ การกระจายความหนาจะเปนตามสมการ 

 

 22
o

h

l
l

1

d

d














+

=  ....... (2-5) 

 
 ปกติแลวการเคลือบฟลมบนวัสดุรองรับท่ีมีลักษณะเปนแผนเรียบ นอกจากอะตอมของสารเคลือบจะตกเคลือบ

บนแผนรองรับแลว ยังมีโมเลกุลของแกสชนิดอื่นๆ ท่ีหลงเหลืออยูในภาชนะสุญญากาศท่ีกระทบกับวัสดุรองรับ แกสท่ี
เหลืออยูนี้จะมีผลโดยตรงตอการเกิดฟลมและสมบัติของฟลม เนื่องจากแกสเหลานี้สามารถชนกับอะตอมของไอสารเคลือบท่ี
ระเหยจากตนกําเนิดท่ีอยูระหวางตนกําเนิดกับวัสดุรองรับ โดยจํานวนคร้ังของการชนจะข้ึนอยูกับระยะปลอดการชนเฉลี่ย 
หรือ MFP  

 ท้ังนี้ถาให N เปนจํานวนอะตอมท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไปไดเปนระยะทาง l โดยปราศจากการชนกับอะตอมอื่น 
จะพบวา 
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−
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l

expNN 0  ....... (2-6) 

 
 โดยท่ี λ เปนคาระยะปลอดการชนเฉล่ียของแกสท่ีเหลืออยูในภาชนะสุญญากาศ ท้ังนี้การชนกันของโมเลกุล

แกสนี้ จะนอยลงเมื่อความดันในภาชนะสุญญากาศมีคาลดลง ซึ่งพบวาท่ีความดันตํ่าระดับ 10-5 mbar การชนกันจะมีนอย
มากและโมเลกุลของไอสารเคลือบจะมีการเคลื่อนท่ีในแนวเสนตรง 

 แกสท่ีหลงเหลืออยูภายในภาชนะสุญญากาศจะทําใหฟลมท่ีเคลือบบนวัสดุรองรับมีการปนเปอน โมเลกุลของ
แกสท่ีเหลืออยูจะชนกับวัสดุรองรับ ขณะท่ีเกิดการกอตัวของฟลม อัตราการชนของโมเลกุลแกสกับวัสดุรองรับนี้จะเปนไป
ตามสมการ 

 

 ( ) 2/1
gg

g22
g

TM

P
10x513.3N =  ....... (2-7) 

 
 เมื่อ Pg คือ ความดันสมดุลของแกสท่ีอุณหภูมิ Tg 

 
3. ลักษณะของเคร่ืองเคลือบในสุญญากาศดวยวิธีระเหยสาร 
 เคร่ืองเคลือบในสุญญากาศแบบวิธีระเหยสารโดยท่ัวไปประกอบดวยอุปกรณพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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 1. ภาชนะสุญญากาศ หรือ หองเคลือบสุญญากาศ (vacuum chamber) ทําจากสเตนเลส  เนื่องจากมีความ
ทนทาน แข็ง ไมเปนสนิม ดูแลรักษางาย ท่ีสําคัญสเตนเลส มีปริมาณแกสสะสมในเนื้อนอย ทําใหงายตอการสรางสภาวะ
สุญญากาศ เนื่องจากไมเกิดการคายแกส 

 2. เคร่ืองสูบสุญญากาศ (vacuum pump) สําหรับสรางภาวะสุญญากาศในภาชนะสุญญากาศมีหลายแบบ
สําหรับระบบพ้ืนฐานท่ีตองการความดันในชวง 10-7-10-5 mbar นั้นจะประกอบดวยเคร่ืองสูบอยางนอย 2 ชนิด ไดแก 
เคร่ืองสูบกลโรตารี ทําหนาท่ีลดความดันจากบรรยากาศ (ประมาณ 103 mbar) จนถึงความดันประมาณ 10-3 mbar 
จากนั้นจึงใชเคร่ืองสูบแบบแพรไอ ลดความดนตอจนถึงความดันท่ีตองการ 

 3. มาตรวัดความดัน (pressure gauge) เปนอุปกรณวัดความดันภายในภาชนะสุญญากาศ มาตรวัดความดัน
จะมีหลายชนิด แตละชนิดจะอาศัยหลักการในการวัดความดันตางกัน โดยพ้ืนฐานแลวระบบสุญญากาศจะประกอบดวย
มาตรวัดความดัน 2 ชนิด ไดแก มาตรวัดความดันตํ่า วัดความดันไดในชวง บรรยากาศ (ประมาณ 103 mbar) จนถึง
ความดันประมาณ 10-3 mbar เชน มาตรวัดแบบพิรานี (Pirani gauge) อาศัยหลักการพาความรอนของแกส โดยถา
ความดันในภาชนะสุญญากาศสูง (มีแกสมาก) ก็จะสามารถพาความรอนไดดี แตถาความดันตํ่า (มีแกสนอย) การพาความ
รอนก็จะไมดี และ มาตรวัดความดันสูง วัดความดันนอยกวา 10-2 mbar เชน มาตรวัดแบบเพนนิง (Penning gauge) 
อาศัยการนําไฟฟาเนื่องจากการแตกตัวของแกส ถาความดันในภาชนะสุญญากาศสูง (มีแกสมาก) จะเกิดการแตกตัวของ
แกสมากทําใหนําไฟฟาไดดี ในทางกลับกันถาความดันตํ่า (มีแกสนอย) การแตกตัวของแกสก็จะนอยทําใหนําไฟฟาไมดี 

 
 

 4. อุปกรณใหความรอนแกชิ้นงาน (heater) เพ่ือใหไดฟลมท่ีมีสมบัติตามท่ีตองการ รวมถึงเพ่ือเพ่ิมแรงยึดติด
ของฟลมกับวัสดุรองรับ ในการเคลือบบางคร้ังจําเปนตองใชความรอนรวมในการเคลือบทําใหตองมีชุดใหความรอนแกชิ้นงาน 
ซึ่งอาจเปนแบบแทงความรอน หรือ อินฟราเรด 

 5. แหลงกําเนิดความรอนเพ่ือใชในการระเหยสารเคลือบ สวนนี้เปนการใหความรอนแกสารเคลือบเพ่ือใหสาร
เคลือบเปล่ียนสถานะจากของแข็ง กลายเปนไอ แลวฟุงกระจายไปท่ัวภาชนะสุญญากาศไปกระทบกับวัสดุรองรับซึ่งติดต้ัง
ดานบน 
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ภาพท่ี 2-7  ลักษณะพ้ืนฐานของเคร่ืองเคลือบในสุญญากาศ 
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